From Eye to Insight erca

MICROSYSTEMS

CONJUNTO DE SOLUCOES PARA A
QUALIDADE DO ACO

Classificacao rapida e confiavel de inclusbes nao metalicas

Uma eficiéncia aprimorada para a classificacdo de inclusGes nao metdlicas permite que vocé verifique a qualidade do aco em menos tempo, para
garantir um desempenho confidvel e longa vida (til. Especificagdes e padroes cada vez mais rigidos exigem a classificagdo rigorosa de inclusoes
ndo metdlicas, de acordo com as normas internacionais, regionais e organizacionais. Inclusdes nao metalicas sdo substancias estranhas no ago
que prejudicam a homogeneidade da microestrutura. Elas podem influenciar consideravelmente as propriedades mecénicas do ago, afetando seu
desempenho e vida (til. Portanto, a classificagao de inclusdes ndo metalicas é importante para avaliar a qualidade do ago!

Vantagens do conjunto de solucdes para a qualidade do aco

Classifique inclusdes ndo metalicas com mais eficacia e adapte-se facilmente as mudancas futuras nas normas internacionais e regionais ou
especificagdes organizacionais.

> Detecte e classifique inclusdes ndo metélicas pela analise manual e automatizada de imagens
> Seja facilmente guiado por toda a aquisicdo e andlise de dados com a interface de usuério orientada ao fluxo de trabalho

> Revise inclusdes classificadas mais rapida e facilmente com uma visdo geral simultanea de amostras e exibi¢ao detalhada da regido de interesse
especifica com o Dual Viewer e a visualizagdo de inclustes

> Adapte-se facilmente as mudangas nas normas oficiais de classificagdo de inclusdes e padres e processos organizacionais

v Select Standards
No Standards + I I + Create
No Standards

ASTM E45(20183) Close
DIN 50602(1985)

GB/T 10561(2005)
154163 (2004)

150 4967(2013)

JIS GO555(2003)

KSD 002)

SEP 1571(2017) Classical

SEP 1571(2017) Experimental
user defined astm

Dual Viewer: Mude rapidamente da visdo geral para a visdo detalhada Analise com normas de ago internacionais,
regionais ou organizacionais



Encontre a solucao para as suas necessidades

0 conjunto de solugdes para qualidade do ago oferece diferentes solugdes completas de fluxo de trabalho,
para ajudar vocé a garantir a qualidade do ago.

>

Padrao: £ a escolha perfeita para anélises ocasionais de amostras individuais e pequenas, 0
que favorece a andlise do método de pior campo.

Avancada: Possibilita a anélise repetivel e padronizada de amostras pequenas para uso regular

e analise do método de pior campo. Pode ser atualizada com a anéalise metalogréafica adicional.

Profissional: Permite a anélise automatizada, repetivel e padronizada de amostras grandes
para uso frequente e andlise de método de pior campo ou pior inclusdo. Pode ser atualizada

com a analise metalogréafica e andlise quimica

Microscopio vertical DM4 M - Configuragao avancada

Todas as configuraces da solucdo para qualidade do ago estdo disponiveis com microscopios verticais, assim como invertidos.

Use a Configuracao padrdo para

Use a Configuracéo avancada para

Use a Configuracao profissional para

Andlises individuais

Anélises padrao (configuragdes repetiveis e
reproduziveis)

Analises altamente padronizadas
(configuragBes automatizadas repetiveis e
reproduziveis) de lotes de amostras

Uso ocasional (uma a duas vezes por semana)

Uso regular (uma a duas vezes por dia)

Uso pesado (diversas horas por dia)

Relatdrios de acordo com o método de pior
campo

Relatérios de acordo com o método de pior
campo (predominantemente)

Relatdrios de acordo com o método de pior
campo e método de pior inclusdo

Documentagdo em formato de tabela +
documentagdo ocasional de configurages de
microscopio e imagens cruas

Documentagao em formato de tabela +
documentacao de configurac@es de microscopio
e imagens brutas (rastreabilidade total)

Documentacgdo em formato de tabela +
documentacao de configuragBes de microscopio
e imagens brutas (rastreabilidade total)

Amostra pequena (@ < 4 cm)

Amostra pequena (4 < 4 cm)

Amostra de grande escala (@ > 4 cm)

Aco de grau padrdo

Aco de grau padrdo

Aco de grau inferior com inclusdes grandes
(exigindo aquisi¢do de imagens em mosaico),
aco usinado e ago de grau superior com
muitas ou pequenas inclusdes

Nenhuma andlise metalogréfica adicional
necessaria no futuro

AtualizagOes para analises metalograficas
adicionais

AtualizagOes para analises metalogréaficas +
anélises quimicas usando LIBS (somente para
o0 microscopio vertical DM6 M)

Para obter mais detalhes, uma demonstrag&o ou cotagdo, entre em contato com:

danaher.

Leica Microsystems CMS GmbH | Ernst-Leitz-Strasse 17-37 | D-35578 Wetzlar (Alemanha)
Tel. +49(0) 6441 29-0 | F +49(0) 6441 29-2599

www.leica-microsystems.com

CONECTE-SE
CONOSCO!
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